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(57)Tiivistelmd
KReksinndn kohteena on laite, jolla mitataan liikkuvan
arkin (14) valittuja ominaisuuksia, kuten virid,
vaaleutta tai kiiltoa, joka ei ole herkk# arkin virih-
telylle. Laite kidsittdd arkin toisella puolella olevan
kotelon (22). Kotelossa on ldhde (30), joka voi lihet-
tdd sihkdmagneettisen siteen, joka suunpataan osumaan
arkkiin. SHteily valitaan siten, ettd arkin madr§tyt
ominaisuudet voivat absorboida ja heijastaa sen. Kote-
lossa sijaitsee myds kollektori (36, 38), joka voi
ottaa vastaan arkista heijastuneen s¥teen osan. Lait-
teessa on myYs ilmaisin (42), joka voi mitata arkin
miirdtyt ominaisuudet kollektorin vastaanottaman si-
teilyn perusteella. Kotelon (22) pltdd muuttumattoman
vdlimatkan piissid arkista kotelosta tuleva viliaine-
virta, joka suunnataan osumaan arkkiin (14) oleellises~ 42’;
ti kohtisuorassa suunnassa arkkia vastaan. Arkin toi-
sella puolella on standardointielin (50) . Tdmdn eli-
men pitdd myds muuttumattoman vilimatkan pddssd arkis-

ta elimestd tuleva vHliainevirta, joka suunnataan osu-
maan arkkiin oleellisesti kohtisuorassa suunnassa
arkkia vastaan ja suoraviivaisesti kohdakkain kotelos-
ta (22) tulevan v¥liainevirran kanssa.




73082

(57) Sammandrag
Uppfinningen berSr en apparat, med vilken man miter

utvalda egenskaper, sisom firg, ljushet eller glans
hos ett ark (14), och som inte dr kdnslig f3r vibra-
tioner i arket. Apparaten innefattar ett hSlje (22) pd
ena sidan om arket. I hBljet finns en k¥lla (30) som
Sr kapabel att avsidnda en elektromagnetisk strile som
riktas att tri&ffa arket. Strdlningen viljes sdlunda,
att arkets valda egenskaper kan absorbera eller ref-
lektera densamma. I h3ljet finns %ven en kollektor
(36, 38) som kan motta en del av den frin arket reflek-
terade. strdlen. I anordningen finns ¥ven en detektor
(42) som Xr kapabel att mita de utvalda egenskaperna
hos arket pA basen av den av kollektorn mottagna strdl-
ningen. H3ljet (22) h&lles pd ofdrindrat avst&nd fréin
arket av en mediestrdm frin h8ljet, vilken mediestrim
4r riktad att tr&ffa arket (14) i en riktning som XAr
huvudsakligen vinkelr#t mot arket. P3 arkets andra si-
da finns ett standardiseringsorgan (50). Aven detta or-
gan hills pé ofSr¥ndrat avstdnd frdn arket av en me-
diestrdm frdn organet, vilken mediestr®m 3r riktad

att triffa arket i en riktning som ¥r huvudsakligen
vinkelrXt mot arket och linj¥rt likriktad med medie-
strémmen frdn h8ljet (22).
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Laite liikkuvan arkin mddrdttyjen ominaisuuksien mittaamiseksi

Tdmdn keksinndn kohteena on laite liikkuvan arkin valettu-
jen ominaisuuksien mittaamiseksi. Tarkemmin sanottuna kek-
sintd kohdistuu laitteeseen, joka voi mitata liikkuvan arkin
madrdttyjd ominaisuuksia ja joka ei ole herkkd arkin vdrdh-
telylle.

Anturit, joilla mitataan liikkuvan arkin mddrdttyjad ominai-
suuksia, kuten vidrid, vaaleutta tai kiiltoa, ovat tunnettuja.
Erdstd tdllaista anturia, jolla mitataan liikkuvan arkin
varid, valmistaa MacBeth Division of Kollmorgen Corporation.
Tyypillisesti tdllainen anturi ei pyyhkdise, ts. se el voi
liikkua arkin leveyden yli arkin valmistuksen aikana. Lisdksi
tdllainen anturi ei voi ottaa huomioon arkin vdrdhtelyd tark-
kaa mittausta varten. Ndma rajoitukset aiheuttavat kaksi
ongelmaa: ensiksi anturi ei pysty suorittamaan tarkkaa mitta-
usta arkin leveyden yli, ja toiseksi se seikka, ettei anturi
voi ottaa huomioon arkin véréhtelya) asettaa tiettyjd rajoi-
tuksia sen kdytdlle. Niin ollen tunnetun anturin tarkkuus

samoin kuin kdyttdalue ovat rajoitetut.

Laite, jolla mitataan liikkuvan arkin tiettyjd ominaisuuksia
ja joka ei ole herkkd@ arkin vdrdhtelylle, kdsitt&da arkin
ensimmdiselld puolella olevan l&hteen. Lahde voi ladhettda
sdhktmagneettisen sdteen, joka suunnataan osumaan arkkiin.
Sateily valitaan siten, ettd arkin madrdtyt ominaisuudet voi-
vat absorboida ja heijastaa sdteen. Arkin ensimmidiselld puo-
lella on kollektori, joka voi ottaa vastaan arkista heijas-
tuneen sdteen osan. Laite on myds varustettu ilmaisimella,
joka pystyy mittaamaan arkin mddr&dtyt ominaisuudet kollek-
torin vastaanottaman s&teilyn perusteella. Laitteessa on
ensimmdinen vdline ldhteen ja kollektorin pitdmiseksi muuttu-

mattoman vdlimatkan p&ddssd arkista. Standardointielin sijait-
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see arkin toisella puolella. Toinen vidline pitdd standar-
dointielimen muuttumattoman vdlimatkan pddssd arkista.
Toinen viline sisidltdi vdliaineen ldhteen, joka ohjaa vdli-

aineen standardointielimestd liikkuvaan arkkiin.

Oheisissa piirustuksissa

kuvio 1 on osaperspektiivikuva keksinndn mukaisen, liik-
kuvan arkin mddrdttyjen ominaisuuksien mittaukseen kdy-
tettdvidn laitteen osasta, ja

kuvio 2 esittdd kaaviollisesti osittain lohkokaaviona ja
osittain poikkileikkauksena kuvion 1 laitteen osaa Jja kek-

sinndn mukaista laitetta.

Kuten US-patentissa 3 641 349 esitetdidn, paperikoneessa
valmistettavan raina- tai arkkiaineen ominaisuus voidaan
mitata asentamalla antureja ja ilmaisimia kelkkaan. Kelkka
liikkuu poikkisuuntaan arkkiaineen liikkuessa koneen suunnas-
sa, joka on kohtisuora poikkisuuntaan ndhden. Kuvio 1 esittaad
skanneria 10, johon kuuluu kehys 11, jossa on ylempi ja
alempi palkki 12 ja 13, jotka sijaitsevat yhdensuuntaisina
vdlimatkan pddssd toisistaan arkkiaineen tai paperin 14 si-
vulla, jota valmistaa esittdmdttd jdtetty paperikone. Arkki
14 kulkee skannerin 1l&dpi nuolen 16 osoittamassa suunnassa.
Kehyksessid 11 on ylempi ja alempi mittauspda 17 ja 18, jotka
on sovitettu liikkumaan kehyksen 11 pituussuunnassa ja arkin
14 poikkisuunnassa. Tarkemmin sanottuna arkki 14 liikkuu mit-
tauspididen 17 ja 18 vdlisen raon 19 1l&pi. Mittauspdiden
kdyttd on sellainen, ettd ne voidaan siirtdd pois arkilta eli

toisin sanoen arkin sivulle kunkin liikkeen suunnan aikana.

Keksinnén mukainen laite 20 on esitetty kuviossa 2, jossa
kotelo 22 ylemmidssd mittauspddssd 17 sijaitsee arkin 14
toisella puolella. Kotelo 22 muodostuu ensimmdisesta
kuvusta 24 ja toisesta kuvusta 26, jotka molemmat ovat
muodoltaan pddasiassa puolipallomaiset, ja rengasmaisesta
elimestd 28, joka on oleellisen tasainen. Ensimmdisen

kuvun 24 sisdpinta voi olla heijastava, diffusoiva tai
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peilipinta. Toinen kupu 26 on ikkuna. Ensimmdinen kupu

24 ja toinen kupu 26 ovat samankeskiset rengasmaisen eli-
men 28 yhdistdessd ne toisiinsa. Kotelo 22 sijaitsec si-
ten, ettd rengasmainen elin 28 on ldhes yhdensuuntainen
arkin 14 kanssa ja sijaitsee ldhempdnd mainittua arkkia

14 kuin ensimmd&inen kupu 24 tai toinen kupu 26. Kotelossa
22 oleva ldhde 30 voi ldhettdd sdhkOmagneettisen sateen.
Vdrin tai vaaleuden mittaukseen kdytetddn edullisesti ren-
gasmaista ksenonpulssiputkea, jota valmistaa ja myy ILC
Technology. Ldhteestd 30 tuleva sdde 32 suunnataan kulke-
maan toisen kuvun 26 lapi, niin ettd se osuu arkkiin 14
{(esitetty katkoviivoin). Ldhteestd 30 tuleva valo, joka

ei ole suoraan samalla linjalla arkin 14 kanssa, heijastuu
ensimmdisestd kuvusta 24 arkkiin 14. Arkki 14 voi absor-
boida ja heijastaa ldhteestd 30 tulevan sdteilyn. Arkista
14 heijastuneen sdteilyn osan (heijastuneen sd&teen 34) ko-
koaa kollektori, joka kdsittdd linssin 36 Jja kuituoptiikan
38. Heijastunut sdde 34 seuraa rataa, jota on yleisesti
merkitty katkopisteviivalla. Linssi 36 fokusoi heijastu-
neen sdteen 34 kotelossa 22 olevan kuituoptiikan 38 toiseen
pddhdn. Linssi 36 sijaitsee toisessa kuvussa 26 tai sen
ldhella. Kuituoptiikka 38 ulkonee kotelosta 22. Mainitun
optiikan 38 toisessa pddssd heijastunut sdde 34 suunna-
taan, niin ettd se osuu ristikkoon 40 ja heijastuu siité
ilmaisimeen 42. Ristikkoa 40 kdytetddn arkin 14 vidrin
mittauksessa, jolloin heijastuneen sdteen 34 virispektri
hajoaa ja osuu ilmaisimeen 42. Ilmaisin 42 voi olla diodi-
sarja. Ensimmdisessd kuvussa 24 on ilman tulokanava 44,
jonka ldpi ilma voi virrata koteloon 22. Useita ilman pois-
toaukkoja 46 sijaitsee rengasmaisessa elimessd 28. Ilma
voi poistua poistoaukkojen 46 kautta kotelosta 22 vakio-
paineenalaisena ja osua arkkiin 14 sitd vastaan oleellises-

ti kohtisuorassa suunnassa.

Standardointielin 50 sijaitsee mainitun arkin 14 toisella
puolella. Standardointielin 50 on oleellisen tasainen ja

arkin 14 kanssa yhdensuuntainen. Tdssd elimessd 50 on
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arkkia 14 pdin oleva pinta 52, jolla on tunnettu spektri-
nen herkkyys osuvaan sdteeseen 32 ndhden. Standardoin-
nin aikana, ts. kun arkki 14 ei sijaitse ylemmdn ja alem-
man mittauspddn 17 ja 18 vdlissd ja mainitut pddt sijait-
sevat kehyksen 11 toisella puolella, sdde 32 suunnataan
osumaan standardointielimen 50 pintaan 52. Pinnasta 52
heijastunutta sddettid 34 vertaillaan tunnettuun standar-
diin. T&mdn vertailun tarkoituksena on korjata ongelmia
kuten elektroniikan ry&mint&dd, lampun vanhenemista ja lins-
silld 36 olevaa likaa. Elimessid 50 olevien ilman poisto-
kanavien 54 kautta ilma voi osua arkkiin 14 sitd vastaan
oleellisesti kohtisuorassa suunnassa. Poistokanavat 50
sijaitsevat oleellisen suoraviivaisesti kohdakkain kotelon

22 poistoaukkojen 46 kancsa.

Keksinndn mukaisen laitteen 20 kdytdn aikana paineen alais-
ta ilmaa johdetaan koteloon 22 tulokanavan 44 kautta. Va-
kiopaineinen ilma poistuu kotelosta 22 poistoaukkojen 46
kautta. Ilma suunnataan osumaan arkkiin 14 oleellisesti
kohtisuorassa suunnassa arkkia 14 vastaan. Vakiopaineen
alaisena ilma pitdd kotelon 22 muuttumattoman vdlimatkan
pddssd arkista 14. Samoin vakiopaineen alaista ilmaa suun-
nataan standardointielimestd 50 osumaan arkkiin 14 oleelli-
sen kohtisuorassa suunnassa arkkia 14 vastaan ja suoravii-
vaisesti kohdakkain ensimmdisen kotelon 22 poistoaukkojen
46 kanssa. Ilman osuminen arkkiin 14 pitdd standardointi-
elimen 50 muuttumattoman vdlimatkan pddssid arkista 14.
Laitteen 20 kdytdn aikana ldhde 30 ldhettdd sdteen 32,

joka osuu arkkiin 14. Linssi 36 kokoaa heijastuneen si-
teen 34, joka fokusoidaan kuituoptiikan 38 toiseen pddhéan.
Kuituoptiikan 38 toinen pd3d suuntaa heijastuneen sdteen

34, niin ettd se osuu ilmaisimeen 42. Arkin eri ominaisuuk-
sia, kuten vdrid tai vaaleutta, voidaan analysocida l&hteen
30 sdteen spektritaajuuden ja ilmaisimen 42 spektrisen

herkkyyden sopivalla valinnalla.
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Standardoinnin aikana laite 20 siirretddn pois arkilta,
ts. arkki 14 poistetaan. Koska kotelosta 22 tuleva ilma
el endd osu arkkiin 14 "nostaakseen" kotelon 22 arkilta

ja koska standardointielimestd 50 tuleva ilma ei my&skddn
endd osu arkkiin 14, kotelo 22 ja elin 50 siirtyvdt ldhem-
mdksi toisiaan, kunnes niiden vdlinen etdisyys on oleelli-
sesti sama kuin kotelon 22 ja arkin 14 vdlinen etdisyys.
Lyhyesti sanottuna standardointielin 50 liikkuu kotelon

22 suhteen kohtaan, Jjossa arkki 14 aiemmin sijaitsi.

Yleensd kotelolla 22 voi olla mik3d tahansa geometrinen
muoto. Koska ilman on osuttava arkkiin 14 ja "nostettava"
koteloa 22, ilmaa kuluu sitd vdhemmdn mitd kevyempi kotelo
22 on. Kdyttdmdlld linssin 36 ja kuituoptiikan 38 kisit-
tdvdd kollektoria heijastuneen sdteen 34 kokoamiseen ja
sen suuntaamiseen ilmaisinta 42 vasten, joka ei sijaitse
kotelossa 22, kotelon 22 paino saadaan pienemmidksi. Kote-
lo 22 on vain osa, johon 14dhde 30 ja kollektori sijoite-
taan. Ldhteelld 30, linssilld 36 ja kuituoptiikalla 38 voi
olla mikd tahansa geometrinen muoto. On huomattava, ettd
kotelon 22 painoa voidaan edelleen pienentdd sijoittamalla
ldhde 30 kotelon 22 ulkopuolelle kuituoptiikan yhdistdessd
ldhteen 30 koteloon 22 valon suuntaamiseksi arkkia 14 vas-
ten. Ldhde 30 voi kehittdd minkd tahansa tyyppistd s&hko-
magneettista s&teilyd, mm. infrapuna- ja ultravioletti-
sdteilyd. Védrin mittaukseen kidytetdin edullisesti D65~
ldhdettd (North Sky Daylight). (D65 on CIE:n - Commission
Internationale de 1'Eclairage - asettama standardi.)

Havaitaan siis, ettd keksinndn mukaisen laitteen 20 edut
ovat seuraavat. Ensiksi laitetta voidaan kdyttdid pyyhkdi-
semddn arkin leveyden yli eli laite 20 voidaan asentaa
kelkkaan, kuten kuviossa 1 esitetd&n, ja siirtdi arkin le-
veyden yli. Toiseksi n#hddin, ettd laite 20 (seki kotelo
22 ettd standardointielin 50) pidetd&n muuttumattoman vali-
matkan pddssd arkista 14, joten laite ei ole herkkid arkin

vdrdhtelylle eli arkin 14 odottamattomalle liikkeelle
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suuntaa pitkin, jolla on arkkia vastaan kohtisuora kompo-
nentti. Lopuksi laitteella on paljon enemmdn kdytt&-

mahdollisuuksia kuin tunnetulla laitteella.
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Patenttivaatimukset

1. Laite, Jjolla mitataan liikkuvan arkin mdarattyjd omi-
naisuuksia ja joka ei ole herkki arkin (14) vardhtelylle,
tunnettu siitid, ettsd se kisittsi

arkin ensimmdiselli puolella olevan lihteen (30), joka voi
ldhettdd sihkomagneettisen siteen (32), joka suunnataan osu-
maan arkkiin (14), jolloin sidteily valitaan siten, ettd arkin
(14) md&rityt ominaisuudet voivat absorboida ja heijastaa si-
teen,

arkin (14) ensimmiisells puolella olevan kollektorin (36, 38),
joka vol ottaa vastaan arkista (14) heijastuneen siteen (34)
osan,

ilmaisimen (42), joka voi mitata arkin (14) mainitut misrstyt
ominaisuudet kollektorin (36, 38) vastaanottaman siteilyn pe-
rusteella, ensimmiisen vidlineen (46) lihteen (30) ja kollek-
torin (36, 38) pitidmiseksi muuttumattoman vilimatkan pia&sss
arkista (14),

arkin (14) toisella puolella olevan standardointielimen (50),
jé toisen vdlineen (54) standardointielimen (50) pitidmiseksi
muuttumattoman valimatkan p3ddssid arkista (14), jotka toiset
vdlineet (54) sisdltivit vidliaineen lihteen, joka ohjaa vi-

liaineen standardointielimestd (50) liikkuvaan arkkiin (14).

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen 1éite, tunnettu
siitd, ettd 15hde (30) ja kollektori (36, 38) sijaitsevat ko-
telossa (22).

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, t unn e t t u
siitd, etti ensimmiinen viline (46) sisdltidi viliaineen 1lih-
teen, joka ohjaa vidliaineen osumaan arkkiin (14) oleellisesti

kohtisuorassa suunnassa arkkia (14) vastaan.

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, t un n e t t u
siitd, ettid toinen vidline (54) on sellainen, etti mainitusta
elimests tuleva viliainevirta, joka suunnataan osumaan ark-

kiin (14) oleellisesti kohtisuorassa suunnassa arkkia (14)
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vastaan ja suoraviivaisesti kohdakkain ensimmd&isen vdlineen

(46) kanssa.

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite, jossa kollekto-
ri kdsittsdd linssin (36) ja kuituoptiikan (38), t unne t -
t u siitid, ettd linssi (36) on sijoitettu fokusoimaan arkis-
ta (14) heijastuneen siteen osan kuituoptiikan (38) toiseen
pidhidn ja kuituoptiikan mainittu toinen psd suuntaa sateen

osumaan ilmaisimeen (42).

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, t u n n e t t u
siitd, etts sdteily on sihkodmagneettisen spektrin nikyvassad

Oosassa.
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Patentkrav

1. Anordning fir mdtning av bestdmda egenskaper hos ett
rérligt ark, vilken anordning dr okdnslig f6r arkets (14)
vibrationer, k 4 nne tecknad av att den omfattar

en kdlla (30) pd ena sidan om arket i stand att utsdnda en
elektromagnetisk strdle (32), som riktas sa, att den trdaftar
arket (14), varvid bestr&lningen vidljs sa, att best&amda
egenskaper hos arket (14) kan absorbera och reflektera
stralen, en kollektor (36, 38) pd ena sidan om arket (14),
som kan mottaga den del av stralen (34), som reflekterats
fran arket (14), en detektor (42), som kan mdta namnda be-
stdmda egenskapér hos arket (14) pd basen av den strale,

som mottagits av kollektorn (36, 38), ett forsta medel (46)
f6r att hdlla kdllan (30) och kollektorn (36, 38) pa ofdr-
dndrat avstdnd fr&n arket (14), ett standardiseringsorgan
(50) pad andra sidan om arket (14), och ett andra medel

(54) f£6r att halla standardiseringsorganet (50) pd ofdrdnd-
rat avstand fr&n arket (14), vilket andra medel (54) inne-
hdller en mediekidlla, som styr mediet fran standardiserings-
organet (50) till det rdrliga arket (14).

2. Anordning enligt patentkravet 1, k @& nnetecknad
av att killan (30) och kollektorn (36, 38) &dr inrymda i ett
hélje (22).

3. Anordning enligt patentkravet 2, kdnnetecknad
av att det fO8rsta medlet (46) innehdller en mediekdlla, som
styr mediet sa, att det trdffar arket (14) vdsentligen vin-
kelrdtt mot arket (14).

4. Anordning enligt patentkravet 3, k @& nnetecknad
av att det andra medlet (54) &r sadant, att en mediestrtm ut-
mynnar fran ndmnda organ riktad att trdffa arket (14) vidsent-
ligen vinkelr&tt mot arket (14) och r&tlinjigt motsatt det
forsta medlet (46).
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5. Anordning enligt patentkravet 4, dar kollektorn om-
fattar en lins (36) och fiberoptik (38), kX @& nne¢teck -
n ad av att linsen (36) &r anordnad att fokusera den fran
arket (14) reflekterade strélen till den ena dnden av fiber-
optiken (38) och ndmnda ena &dnde av fiberoptiken riktar

stralen mot detektorn (42).
6. Anordning enligt patentkravet 5, k @ nne tecknad

av att strdlningen befinner sig i den synliga delen av det

elektromagnetiska spektret.

Viitejulkaisuja-AnfSrda publikationer

Hakemusjulkaisuja:-Ansdkningspublikationer: Saksan liittotasavalta-
FSrbundsrepubliken Tyskland(DE) 2 045 284 (G 01 B 11/06).
Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: USA(US) 3 936 189 (G 01 J 3/50),
L 033 698 (G 01 J 3/46), 1 978 589.
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